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Progama Basico.

* Produccion y propiedades de los Rayos-x.
* Introduccion a la simetria cristalina: operaciones de simetria y grupos puntuales.
* Introduccion a la simetria cristalina: Celdas, redes y grupos espaciales.

Introduccién a la difraccion de rayos-x en la aproximacion cinematica. Factor de forma y
factor de estructura. Transformada de Fourier y densidad electrénica.
Determinacion del grupo espacial: ausencias sistematicas. Como wusar las Tablas
Cristalograficas Internacionales.
Dispersion de rayos X. Dispersion a bajos angulos (SAXS). Difraccion por materiales
ordenados y cristalinos (DRX).

* Medidas difractométricas. Tratamiento de datos. Identificaciéon de fases cristalinas.
Difractémetros automaticos y colecciones de dados de difracciéon de Rayos-x en monocristal.
* Procesamiento de datos: Integracion de las reflexiones y reduccion de datos.

Problemas de las fases: Métodos de resolucion de estructuras. Funcion de Patterson y
Métodos directos.

* Bases de datos en Cristalografia.
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